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Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie na oceng

Jezyk wykladowy:

polski

Skrécony opis:

Obraz w przestrzeni rzeczywistej i Fouriera-cechy charakterystyczne. Cienka soczewka jako element realizujacy przestrzenne
przeksztatcenie Fouriera. Obrazy dyfrakcyjne przedmiotow w plaszczyznie Fouriera. Probkowanie pola dyfrakcyjnego a cechy
charakterystyczne obrazu. Detektor pierscieniowo — klinowy (DPK) a cechy charakterystyczne obrazu. Zastosowanie DPK i sieci
neuronowej w metrologii optycznej. Fourierowska analiza obrazéw prazkowych Demodulator fazy z catkowaniem przestrzennym.
Mozliwosci analizy obrazu w pomiarach materiatowych - podsumowanie. Ocena obrazow zawierajacych rozne tekstury .Przykiady i
praktyczna analiza obrazu z obiektami o symetrii kulistej i liniowej.

Opis:

Wyktad /metody dydaktyczne
Tematy kolejnych zaje¢ / Suma godzin 16

1. Obraz w przestrzeni Fouriera —cechy charakterystyczne / 2

2. Cienka soczewka jako element realizujacy przestrzenne przeksztalcenie Fouriera / 3
3. Jak probkowac pole dyfrakcyjne by uzyskac informacje o cechach obrazu /2
4

Detektor pierscieniowo —klinowy (DPK) pomyst na probkowanie widma przestrzennego oraz na znalezienie cech
charakterystycznych obrazu /2

5. Zastosowanie DPK i sieci neuronowej w optycznej metrologii / 2
6. Fourierowska analiza obrazow prazkowych. Demodulator fazy z catkowaniem przestrzennym / 3
7. Analiza obrazu w pormiarach materiatlowych. Podsumowanie /2
Cwiczenia laboratoryjne /metody dydaktyczne
Tematy kolejnych ¢wiczen / Suma godzin 14
1. Analiza obrazu z obiektami o symetrii kulistej i liniowe( np. proszki o réznej $rednicy i ocena procesu szlifowania) /7,
2. Analiza obrazéw zawierajgcych rézne tekstury /7

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuf, wydawnictwo, rok wydania

1. K. Patorski, M. Kujawinska, L. Satbut, Interferometria laserowa, Oficyna wydawnicza politechniki Warszawskiej , W-wa
2005r

2. K. Gniadek , Optyczne przetwarzanie informacji , PWN Warszawa 1992 r
3. 1. Wilk I. Wilk , Optyka fizyczna, cz. 1, Politechnika Wroctaw 1995 r.

uzupetniajgca:

autor, tytuf, wydawnictwo, rok wydania

M. Born, E Wolf, Pronciples of optics, Pergamon Press, Oxford, 1968r.
Wskazana literatura z czasopism naukowych : Applied Optics, Optica Applicata.

Efekty ksztalcenia:

symbol / efekt ksztatcenia / odniesienie do efektow kierunku

W1 / Ma wiedze w zakresie zastosowania komputerow w pomiarach. Jest zapoznany z organizacjq i zastosowaniem wybranych
interfejsow systemow pomiarowych. Wie jak prowadzi¢ badania z zastosowaniem komputerow./ / K_W08
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W2 / Zna podstawy i metody badan, pomiaréw, analizy i opisu parametréw struktury materiatéw, w tym z wykorzystaniem badan
makroskopowych, mikroskopii optycznej i elektronowej, rentgenografii strukturalnej, analizy sktadu chemicznego w makro

i mikroobszarach, analizy lokalnej orientacji krystalograficznej, ilosciowego pomiaru wielkos$ci elementow struktury i udziatu faz/ /
K_W14

U1 // Potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury, baz danych oraz innych wiasciwie dobranych zrédet, takze w jezyku angielskim //
K_U03

U2// Potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sig i realizowa¢ proces samoksztatcenia // K_U06

K1// Rozumie potrzebe ciagtego zdobywania wiedzy i kompetencji // K_ K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:, zaliczenia. Przedmiot konczy sie zaliczeniem pisemno-ustnym. Wyktad pisemnym
testem zas$ laboratorium testem ustnym w trakcie wykonywania ¢wiczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wyktadu i laboratorium.
efekty W1, W2, sprawdzenie na wyktadach;
efekty U1, U2 - sprawdzenie podczas laboratorium;

ocena 2 — ponizej 50% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3 — 50 + 60% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3,5 - 61 + 70% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4 — 71 + 80% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4,5 — 81 + 90% poprawnych odpowiedzi;
ocena 5 — powyzej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocene bardzo dobrg otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze, umiejetnosci i kompetencje przewidziane efektami ksztalcenia,
a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposob tworczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sie
samodzielnoscig w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwaty w pokonywaniu trudnosci oraz systematyczny w pracy.

Ocene dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywac zadania i problemy o srednim stopniu trudnosci.

Ocene dostateczng otrzymuije student, ktéry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetnosciach
zauwazalne sg luki, ktore potrafi jednak uzupetni¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Ocene niedostateczng otrzymuje student, ktéry nie posiadt wiedzy, umiejetnosci i kompetencji w zakresie koniecznych
wymagan.

Na koncowa ocene sktadaja sie oceny uzyskane na sprawdzianie koncowym, ocena z ¢wiczen rachunkowych oraz
zaangazowanie i sposoéb podejscia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiow

stacjonarne

Rodzaj studiéw

Il stopnia

Rodzaj-przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

- Matematyka / zna podstawy rachunku rozniczkowego ,i catkowego funkcji wielu zmiennych i rachunku wektorowego,
- Fizyka / zna podstawy fizyczne optyki, zna zasady rachunku bteddw i prezentacji wynikow pomiaréw ,
- Optyka / Wymagania wstepne: elementy optyki falowej i fourierowskiej.

Programy

semestr studiéw 11
kierunek: inzynieria materiatowa
specjalnosé: nowe materialy i technologie

Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium
Il 30 16/ + 14+ 2
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Drinz. Idzi MERTA

Lp. Aktywnosé Obcigzenie w godz.
1 Udziat w wyktadach 16
2 Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10
3 Udziat w éwiczeniach
4 Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen
5 Udziat w laboratoriach 14
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 16
7 Udziat w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie si¢ do seminariéw
9 Realizacja projektu
10 Udziat w konsultacjach 6
11 Przygotowanie do egzaminu
12 Udziat w egzaminie
Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 62 2
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 36 1,5
Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9 30 1
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowa: 1+2+3+4+7+8 26 1
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